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您的移动计量室
ZEISS T-SCAN



诚邀您探索蔡司 T-SCAN 

与 GOM Inspect Suite 软件套装组合



移动计量室，三维数据采集直观

模块化 T-SCAN 系统助力实现快速检测：系统即刻捕捉零
件三维数据，无需任何准备工作。手持式 T-SCAN 激光扫
描仪与光学跟踪系统 T-TRACK，T-POINT 接触式探针完美
结合，形成一套直观且高精度的三维计量解决方案。搭
配 GOM Inspect Suite 软件套装，突破了其在三坐标测量
技术领域的新高度。



模块一体化概念和完整的激光扫描解决方案为各种应用
和表面检测提供极高的灵活性。

省时省钱：该移动式测量解决方案可作用于车间现场，带
来直观的零件分析，测量以及数模建立。

T-SCAN 系统现与 GOM Inspect Suite 软件套装结合。用
户可在视察器上实时查看扫描进度，并在扫描，探针探测
和检测过程中获得软件操作提示。

模块一体化概念

及时偏差检测

用户引导性的软件工作流程



移动式测量系统   
两种适配选择
手持式激光扫描仪可同时与接触式探针，以及另外两款光学跟
踪系统搭配使用。蔡司 T-TRACK 20 作为一套技术成熟的系统，
最大可覆盖20 m³ 的测量体积，全新蔡司 T-TRACK 10 则适用于
较小的测量体积，满足更高的精度要求。

ZEISS T-SCAN  
手持式三维激光扫描仪

ZEISS T-POINT 
手持式接触探针，用于单点测量

ZEISS T-TRACK 10  
光学跟踪器，覆盖10 m³ 测量体积

ZEISS T-TRACK 20  
光学跟踪器，覆盖20 m³ 测量体积

新品



数据轻松捕捉
手持式激光扫描仪
ZEISS T-SCAN 
T-SCAN 扫描仪可进行快速，直观的三维数据采集。
手持式设计符合人体工学，扫描轻松不费力。测头轻
巧，结构紧凑，尤其适用于可及性非常差的零件部位
的数据采集。



多尺寸测量
ZEISS T-TRACK 20

蔡司 T-TRACK 20 的测量体积可达20 m³。单次设置即可测量
大至 4 m 的零件。上手容易，您可以高效，准确，快速地采
集到三维数据。只需将零件放入其跟踪体积范围内，即可
进行测量，无需准备参考点。

可追溯的精度确保数据重复性和可靠性。



高精度测量
ZEISS T-TRACK 10

全新 T-TRACK 10 光学跟踪系统的测量体积可达10 m³，
与T-SCAN 10 结合，只需进行一次设置，就可以测量长达
2.5 m 的零件。配备高品质的蔡司光学元件，尤其适用于对
精度有高要求的工业应用。

可追溯的精度确保数据重复性和可靠性。

新品



快速单点测量
ZEISS T-POINT

蔡司 T-POINT 接触式探针是对物体标准几何形状，切边区
域，以及光测量手段难以进入的死角区域进行单点测量的
理想解决方案。它可以快速，稳定地采集到目标位置的三
维数据。该设备可以与传统的测量探针一起使用，更换起
来方便快捷。



扩展您的测量体积
ZEISS T-SCAN SMTs

通过使用 T-SCAN SMT（球形标靶），您可以进一步扩展测量体积，甚至
结合多个蔡司 T-SCAN 系统使用。当被测零件尺寸过大，或者表面形状
阻碍激光投射时，您可以将这个方便的多位置跟踪器安装到物体上，从
而获得精度一致的三维数据。



高过程可靠性 
GOM Inspect Suite

GOM Inspect Suite 拥有成熟的三维计量体系标准。
蔡司 T-SCAN 目前与 GOM Inspect Suite 多合一软件
解决方案实现同步结合。测量和检测均可以在软件
中执行，全参数化的工作流程确保所有过程步骤的
可追溯性。此外软件提供用户操作指引，可辅助用
户进行扫描和探测，从而简化并加快工作流程。



一系列出色的产品技术特征，比如适用于扫描各类物体表面
的高动态范围，创新摄像技术，高品质蔡司光学元件和高数
据速率结合，确保了流畅的扫描过程和精确的测量结果。

即使在移动的物体上也能高精度采集三维数据。动态参考
功能可以让您不受零部件运动和震动等恶劣条件影响，高
效完成测量任务。

快速和高精度三维扫描

动态参考



广泛的行业应用

质量控制 / 检测
 
  标称与实际数据对比

	 零件边界和边缘数据获取			 
      (钣金件)

	 复杂焊接结构的检测

	 车间检测

模具和模型制造
 
	 模具重建

	 扫描数据以生成加工路径

   对过审模具进行实际数据采集

	 捕捉复杂零件动态，例如捕捉装夹过

       中的变形数据

产品开发和设计
 
	 高动态范围，可扫描各种表面

	 扫描设计模型用于CAD下游处理和文

       件存档

	 量具和夹具设置 

   快速采集参考几何形状和指定区域



技术参数 
ZEISS T-SCAN 手持式激光扫描仪

产品型号 / ZEISS T-SCAN

测量景深 +/- 50 mm 

线宽 至125 mm

工作距离 150 mm

线频率 至 330 Hz 

数据速率 210,000测点/秒

重量 1100 g

测头尺寸（包括把手和IR pins） 300 x 170 x 150 mm

缆线长度 10 m 

点间距 0.075 mm

激光等级（IEC 60825-1:2014） Class 2M（人眼安全）

软件 GOM Inspect Suite



产品 / ZEISS T-TRACK 20

测量距离: 被测物到相机距离 2.0 m – 6.0 m

测量体积 20 m3

扫描视场 最大 3200 mm x 2500 mm

测量速率 最快 2.8 kHz

重量 18.5 kg

尺寸 1150 x 180 x 150 mm

软件 GOM Inspect Suite

精度可溯源 是

精确度 40+(40*L/1000)

产品 / ZEISS T-TRACK 10

测量距离: 测量物到相机距离 2.0 m – 4.50 m

测量体积 10 m3

扫描视场 最大 2894 mm x 2324 mm

测量速率 最快 2.8 kHz

重量 18.5 kg

尺寸	 1150 x 180 x 150 mm

软件 GOM Inspect Suite

精度可溯源 是

精确度 33+(33*L/1000)

技术参数 
ZEISS T-TRACK 10

 
ZEISS T-TRACK 20新品



GOM GmbH
a ZEISS company 

Schmitzstraße 2
38122 Braunschweig
Germany
Tel: +49 531 390290
info@gom.com

中国（上海）自由贸易试验区
富特东三路526号 
国际机床中心7号楼 
电话：+86 21 58681266 
info-asia@gom.com


